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1 使用装置類
探傷器：UI-S7 湘菱製 接触媒質：SOUNDSAFE(SONOTECK製)
探触子：5M70_1-3K(GE製),45_1-3K(JP製)、10M45F_0-3K(ISL製)全てコンポジット、広帯域振動子

TP：SS400̲FB12mm̲2mmスリット(放電加工) 試験片：STB-A3
装置の設定は、使用探触子や感度やSNを考慮し決定した。FSは50mmとした。

図の様に探触子を配置し、同時波形、上下端波形を記録した。

各感度は80％程度とした。

波形順は、同時波形、下端波形、上端波形

　きず高さを測定する方法としてTOFD法がある。この方法は対面配置2個の斜角探触子を使い、きずの上下回折波をB,D表示さ
せる方法で、画像で確認できるため分かりやすいが、装置が高価であるため一般的ではない。
　他の方法では端部エコー法がある。これは1個の斜角探触子でA表示させ、キズの上下位置からキズ高さを測定する方法で、
JIS Z 3060附属書Hに測定方法の記載がある。
　今回は、端部エコー法が有用かどうか、またその精度がどうかを確認するために実験した。
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・通常型70°探触子では2mm高さTPでは難しい。

・45°では十分に分離できる。

・2の探触子は通常型であり、3はFocusであるためSNに差が出た。


